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ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-1: Particular requirements —

Test configurations, operational conditions and performance
criteria for sensitive test and measurement equipment

for EMC unprotected applications

FOREWORD

this end and in addition to other activities, 8
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS S referred to as “IEC
Publication(s)”) Their preparation is entrusted to technical i onal Committee interested
al, governmental and non-
paration. I[EC collaborates closely
dance> with conditions determined by

governmental organlzatlons Ilalsmg with the IEC also 4 n

The formal decisions or agreements of IEC o ,
consensus of opinion on the relevant subje ince_ea echnical committee has representation from all

IEC Publications have the forg & i ional use and are accepted by IEC National
Committees in that sense. S ade to ensure that the technical content of IEC
Publications is accurate,

between any IE
the latter.

other damayge_ of‘any\natwe whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising_out §f the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the correct application of this publication.

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 61326-2-1 has been prepared by subcommittee 65A: System
aspects, of IEC technical committee 65: Industrial-process measurement, control and
automation.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2005. This edition
constitutes a technical revision.
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The main technical changes with regard to the previous edition are as follows:
— Update with respect to IEC 61326-1:2012.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
65A/641/FDIS 65A/652/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC DirectiVv

d>follows

, that subclause
*modification” or

— subclauses, tables and figures that are nugnbered s f ‘ itibnal to those in IEC 61326-1;

ey are numbered starting from 101

A list of all parts of IE he> general title Electrical equipment for
measurement, control \and equirements can be found on the IEC
website.

The committee 'ed that the contewts of this publlcat|on will remain unchanged until

eb site under "http://webstore.iec.ch"” in the data

the stability date ind
i hiS date, the publication will be


https://webstore.iec.ch/publication/5276&preview

61326-2-1 © IEC:2012 -5-

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 2-1: Particular requirements —
Test configurations, operational conditions and performance
criteria for sensitive test and measurement equipment
for EMC unprotected applications

1 Scope

In addition to the scope of IEC 61326-1, this part of IEC 61326.spe 3 d ailed test

cifies

are indispensable for i

undated references,
amendments) a;@.

Clause 2 of IEC 6

referenced document (mcludmg any

Addition:
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE ET DE
LABORATOIRE - EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-1: Exigences particuliéres —
Configurations d'essai, conditions fonctionnelles et critéres
de performance pour essai de sensibilité et équipement
de mesure pour les applications non protégées de la CEM

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organigatio
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Co 7

domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEIl —
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techn
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s

également aux travaux. La CEI collabore étroitement avee,I' rga |at|zn In

du possible, un accord international sur les’\sujets étant donné gue les Comités nationaux de la CEIl
intéressés sont représentés dans chaque comi 'é

Les Publications de la CEl se présentent exrecommandations internationales et sont agréées
comme telles par les Comités natlonaux de a Ck raisonnables sont entrepris afin que la CEI
s'assure de I'exactitude du ions; la CEIl ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise uti satlo qu |nter faite par un quelconque utilisateur final

Dans le but d'encouragg les Comités nationaux de la CEl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliqu Z enfeles Publications de la CEIl dans leurs publications
nationales et régidaales, i 2 S e toutes Publications de la CEIl et toutes publications
nationales ou rég es ¢ ¢ i re indiquées en termes clairs dans ces derniéres.

La CEIl elle-méme e/ de conformité. Des organismes de certification indépendants

fournissent des se formité et, dans certains secteurs, accédent aux marques de

es découlant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de

toute autre Publicatiorf de la CEIl, ou au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I’objet de droits de brevet. La CEI ne saurait étre tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits
de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEIl 61326-2-1 a été établie par le sous-comité 65A: Aspects
systémes, du comité d'études 65 de la CEl: Mesure, commande et automation dans les
processus industriels.

Cette deuxiéme édition annule et remplace la premiére édition parue en 2005. Cette édition
constitue une révision technique.
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Les principaux changements techniques par rapport a I'édition précédente sont les suivants:
— Mise a jour par rapport a la CElI 61326-1 :2012.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
65A/641/FDIS 65A/652/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La présente partie de la série CEI 61326 doit étre utilisée

spécifie "addition", "modification" ou

CEI 61326-1 doit étre adapté en conséquence.

— paragraphes, tableaux et figures: ceux qui
CEIl 61326-1;

— a I’exception de celles qui
CEl 61326-1, les notes so
modifiés ou remplacés;

Qnt dans un
numérotées

* supprimée,
* remplacée par une édition révisée, ou
*+ amendée.
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MATERIEL ELECTRIQUE DE MESURE, DE COMMANDE ET DE
LABORATOIRE - EXIGENCES RELATIVES A LA CEM -

Partie 2-1: Exigences particuliéres —
Configurations d'essai, conditions fonctionnelles et critéres
de performance pour essai de sensibilité et équipement
de mesure pour les applications non protégées de la CEM

1 Domaine d’application

fonctionnelles et des critéeres de performance pour les matérie € d’essai et
de mesure (internes et/ou externes au matériel) qui n’ont pas\de pro i M pour des

NOTE Exemples de matériels (non exhau § \ dggiques, analyseurs de spectres,
analyseurs de réseaux, appareils de mesure agalogigus imé igitaux (DMM) et systemes d’essai de
carte.

2 Reéférences normatives

Les documents suivan ' de maniére normative, en intégralité ou en
partie, dans le prése )€ i indispensables pour son application. Pour les
références daté Jit itée 2pplique. Pour les références non datées, la
derniére éditio ofé (y compris les éventuels
amendements).

L'Article 2 de I3
Addition:

CEIl 61326-1:
Exigences relati
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